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Flying-Probe Testsystem
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Baugruppen wirtschaftlich testen -
auch bei kleinsten Stiickzahlen

Funktionstestgerate mit Nadelbettadapter sind ideal zum
Priifen von elektronischen Baugruppen ab mittleren Stiick-
zahlen. Bei kleinsten LosgréBen sind Nadelbettadapter
mitunter jedoch unwirtschaftlich - VISATEST Flying-Probe ist
die Losung fur diese Aufgabe.

Das VISATEST Flying-Probe Testsystem ermdéglicht
wirtschaftliches, automatisiertes Priifen von elektronischen
Baugruppen, auch bei kleinsten Stlickzahlen, bis zur
LosgroBe 1.

Beim VISATEST Flying-Probe Testsystem tastet ein Prfstift
nacheinander die verschiedenen Testpunkte auf der Bau-
gruppe ab. Hierzu wird die entsprechende x-y Position
prazise angefahren und sodann der Prifstift auf die Bau-
gruppe abgesenkt. An diesen Testpunkten werden die
Messungen durchgefiihrt.

Das zur Messung erforderliche elektrische Gegenpotential
wird der Baugruppe Uber wenige, von unten kontaktierende

Stifte zugefihrt.

Flying-Probe Tester verwendet die
bewahrte Signaturanalyse

Der VISATEST Flying-Probe Tester verwendet die bewdhrte
Signaturanalyse. Dieses Messverfahren erlaubt eine gezielte
Messung, z.B. von linearen und nichtlinearen Kennlinien,
sowie von Frequenzverhalten.

Der Vergleich der Prifergebnisse mit einer Referenz Bau-
gruppe liefert das Pass-Fail Ergebnis.

Zusatzlich zu diesen Messungen konnen mit dem VISATEST
Flying-Probe Tester selbstversténdlich die tblichen
Funktionstests durchgeflihrt werden, wenn die hierzu
bengtigten Kontaktierungen (iber Stecker oder Nadel-

kontakte erfolgen.




Das Messsystem des VISATEST Flying-Probe Testsystems ist
identisch dem des VISATEST adapterintegrierten Priifgerates. Daher
kénnen die Priifkonzepte weiterverwendet werden, wenn bei steigen-
den Stiickzahlen auf VISATEST Prifgerate mit Nadelbettadapter

umgestellt wird.

Selbstverstandlich kénnen fiir die Messungen mit dem VISATEST
Flying-Probe-Tester auch alle anderen Signalquellen und Messeinrich-
tungen des VISATEST-Messsystems verwendet werden. Wir ver-

weisen hierzu auf das Datenblatt des VISATEST Messsystems.

Das VISATEST Flying-Probe Testgeradt eignet sich ganz besonders
zum Einsatz wéhrend der Produktentwicklung und der Prototypen-
und Nullserienphase, wenn mit Layout Anderungen zu rechnen ist,

sowie als Tester bei der Reparatur von Feld-Ricklaufern.
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- Produktentwicklung und Prototypen: Nur wenige Einzelsticke der
Baugruppen, Layout-Anderungen sind zu erwarten. Somit sind

Nadelbettadapter unwirtschaftlich.

- Nullserie: Mitunter zeigt sich in dieser Phase, daB eine weitere

Design-Anderung erforderlich ist.

- Serienproduktion mit héheren Stlickzahlen: Nun rechnet sich die
Anfertigung eines Nadelbettadapters aufgrund der klirzeren

Prifzeiten.

- Auslauffertigung und Reparatur: Hier sind wieder geringe Stlick-

zahlen zu erwarten, Flexibilitat ist nun wieder wichtig.




Technische Daten:

GroBe der zu priifenden Baugruppe:
340mm x 370mm, max. Hohe 75mm, (groBere Baugruppen auf Anfrage)

Oszilloskop:

Anzahl Kanale: p

Bandbreite: 20 MHz
Eingangsimpedanz: 1MOhm parallel zu 13pF
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